Zebra

Reflektometriemesssystem

Die Streifen-Reflexionsmesstechnik basiert auf der
Reflexion regelmassiger geometrischer Bildmuster auf
einer reflektierenden Objektoberfldche.

Die Topographie der Objektoberflache fuhrt zu einer
virtuellen Verzerrung der reflektierten Bildmuster.

Die Verzerrungen werden mit einer Kamera detektiert.

Die aus den Bildern gewonnenen Daten konnen als
Oberflachennormale lokaler Krimmung und als 3-D-
Form berechnet werden.

Der Messaufbau besteht im wesentlichen aus einem
LCD-Monitor, auf dem das Bildmuster mit geraden
Streifen als Koordinatenelbene dargestellt wird, aus
einer CCD-Kamera, die das von der Inspektions-
flache reflektierte Bild aufnimmt, sowie aus 2 Strich-

Lasern mit denen ein definierter Abstand zur Objekt- Labor-Tischgerdaf

oberflache eingestellt wird.

Das System eignet sich generell zur Vermessung dller reflektierenden Ober-
flachen.

Das hier gezeigte Laborgerat wird eingesetzt fur die Vermessung spharisch
geformter Objekte (Spiegel, Glaslinsen, etfc.).

Spezielle Anwendungsgebiete finden sich bei der Untersuchung von Lack-
oberflachen, sowie von Glasoberflachen.

Das System kann der speziellen Aufgabenstellung angepasst werden:

M Aufgabenstellung:

Dokumentation von Strukturver-
anderungen nach Langzeitbe-
lastungstests. Montage auf der
Aussenhaut des Airbus A380 im
Bereich der Strukturdurchbruche
(Fenster, etc.).

Mobiles System mit Vakuum-Saug-
adaptern zur einfachen Montage
| auf glatten Figchen.

=4 Messfeld 110 x 140mm.

Technische Daten:

Laborgerat:  Grundfldche 500 x 500mm, Hohe nach Objektabstand
Auflosung:  Tiefe Tnm

lateral (Kameraauflbsung) Messfeldbreite ./. 1392 Pixel
Krmmung: 0.05D
Messzeit: 1s...600s, je nach Auflosung
Messfeld: 110 x 80mm

Das System wurde in Kooperation mit dem BIAS entwickelt und im Projekt 2FUEO35TA aus Mitteln der BIA gefordert.
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